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difraccion de Rayos X y neutrones han sido utilizado ampliamente en el estudio de los materiales. A
icas se ha logrado caractrizar con gran exactitud la simetria y estructura cristalina de muchos
omo también los cambios de fases al cambiar las condiciones externas, como por ejemplo la presion
atura. Para poder llevar a cabo estas aplicaciones de la técnica resulta en muchos casos conveniente trabajar
estras de polvos, ya que en ese caso las intensidades relativas de los picos de difraccion y sus posiciones
angulares dependenderan del arreglo particular de los atomos que forman la celda unidad. Por su parte, en el caso de
materiales policristalinos, |a situacion es ligeramente distinta: la intensidad de los picos estara modulada por la textura
cristalografica, sus posiciones angulares podran aparecer levemente corridos debido a la presencia de tensiones (tanto
internas como externas) y sus anchos podran variar dependiendo de la densidad de defectos (densidad de dislocaciones
y de maclas) y del tamafo de los cristales en condicion de difraccion (cristalita).

El estudio de la textura, tensiones y densidad de defectos de los materiales policristalinos ha cobrado importancia
desde el momento que se ha buscado correlacionar el proceso de produccién de los materiales policristalinos con sus
propiedades finales, a través del efecto del proceso en la microestructura. Gracias a la gran potencialidad de las técnicas
de difraccion para poder determinar estas variables microestructurales con gran precision, en los Gltimos afos se han
desarrollado difractometros especializados tanto en fuente de luz sincrotrén como en fuentes de neutrones. En el caso
de las fuentes de luz sincrotron, se explota Ia gran densidad de fotones para estudiar fases minoritarias (como la
formacion de precipitados) o la alta colimacion del haz para realizar mapeos de tensiones o textura con resoluciones
espaciales del orden de los micrones. En el caso de las fuentes de neutrones, se explota la gran penetracion en la
materia para estudiar las tensiones dentro de los objetos, convirtiendo a esta técnica en la Unica técnica no-destructiva
para la determinacion de las tensiones residuales en objetos volumétricos.

En esta charla se presentaran casos de aplicacion de las técnicas de difraccién de luz sincrotrén y neutrones en los
que hemos estado trabajando, que ejempifican la potencialidad de estas técnicas. Se hara una mencion al desarrollo del
difractometro de neutrones ANDES, del LAHN.
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